TEMARI DE L’ ASSIGNATURA DE DISSENY DE SISTEMES ELECTRONICS

1. Introduccio

Tendeéncies i evolucié del disseny de sistemes electronics. Procés de disseny. Nivells d'abstraccio i
etapes. Fluxes de treball.

Teoria: 2h.
2. Llenguatges i eines
CAD Frameworks. Introduccié als HDLs.

Teoria: 2h.
3. Modelat i simulacio amb VHDL

Modelat als diferents nivells d'abstraccié. Estratégies per a la verificaci6 dels models. Concepte de
testbench. Possibilitat de realitzar una verificacié automatica.

Teoria: 4h. Problemes: 2h.
4. Concepcio a nivell funcional

Particionat del disseny i refinament successiu. Sistemes complexos amb hardware 1 software.
Realitzacié de les especificacions per a un subcomponent. Simulacié mixta analogica-digital. Sintesi
automatica en el procés de disseny. Automatitzacid als diferents nivells d'abstraccid. Aplicacié dels HDLs a
les eines de sintesi.

Teoria: 4h. Problemes: 3h.
5. Implementacio fisica

Materials i processos per a les diferents alternatives (PCBs, Hibrids, MCMs). Processos prims i
Sruixuts.

Teoria: 3h.
6. Ensamblatge
SMD. Wire-Bonding. Flip-chip.

Teona: 2h.
7. Analisi eléctrica

Capacitat d'interconnexid. Resisténcia d'interconnexié. Linia de transmissié. Crosstalk 1 soroll
distribuit. Rellotges i sistemes d'alta velocitat.

Teoria: 4h. Problemes: 2h.
8. Analisi téermica

Fonaments de transferéncia de calor : conduccid, convencié i radiacié. Técniques experimentals de
mesura del calor. Radiadors tipics. Humitat i corrosio.

Teoria: 4h. Problemes: 1h.



9. Rendiment i fiabilitat de sistemes

Classificacié de falles. Teoria de la fiabilitat. Distribucions binomial, weibull i exponencial.
Mecanismes de falla. Técniques de fiabilitat en disseny 1 fabricacid.
Teoria: 3h. Problemes: 1h.
10. Test de sistemes
Boundary scan. Autocomprovabilitat. Tolerancia a falles.
Teoria: 6h. Problemes: 2h.

senzill.

Practica

Modelat per a simulacié i modelat a nivell RTL per a la sintesi automatica d'un microprocessador
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